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Resumo

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo utilizando Luz Sincrotron em filmes
amorfos de V2 O5 e FeVVO4 submetidos a insercdo de ions Li+ . Utilizamos a técnica de
andlise por Espectroscopia de Absorcdo de Raios-X (XAS) com o objetivo de entender
qual a correlacdo entre os mecanismos de inser¢do e remocao dos ions de litio no
material com a estrutura e o estado de oxidacdo dos atomos de vanadio e ferro presentes
no composto. Foram preparadas amostras de filmes de FeVO4 , e por compara¢do com
amostras de V2 05, foi realizado um estudo do comportamento do estado de oxidagédo
dos atomos de V e de Fe em amostras nas condi¢des “como depositadas” e quando
submetidas a intercalacdo e deintercalacdo de Li. Como conclusdo foi observado que
tanto no V2 O5 quanto no FeVO4 , o atomo de V reduz de um estado V(V) para V(IV)
no composto intercalado de Li. O 4&tomo de Fe em FeVVO4 reduz de um estado Fe(lll)
para Fe(ll) quando intercalado de Li+ . Ndo houve maior redugéo de estados devido ao
baixo grau de intercalacdo das nossas amostras. Sugerimos também que as pequenas
mudancas observadas nos pré-picos das amostras Fe\VO4 comparativamente as amostras
de V2 O5 , devem explicar a boa estabilidade estrutural e conseqlientemente
eletroquimica do FeVO4 .
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